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Sieht genau hin: Die Kamera
des GP Nano-D erkennt defekte
Stellen in Wafern ab einer GroBe
von 500 x 0,1 ym.
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Frei nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser, prasentiert GP Solar in Hamburg ein neues In-
line-System zur optischen Inspektion von Wafern. Der
GP Nano-D priift das Rohmaterial auf Mikrorisse, Ein-
schliisse und andere Defekte. Somit dient er zur Qua-
litatskontrolle in der Waferherstellung, zur Eingangs-
kontrolle bei der Solarzellenherstellung und zur Pro-
zesskontrolle vor der Kontaktierung des Wafers. Ziel:
deutlich verringerte Bruchraten in den Produktionsli-
nien. Der GP Nano-D ist fiir mono- und multikristalli-
ne Wafer geeignet und hat einen Durchsatz von rund
einem Wafer pro Sekunde.

Dariiber hinaus prasentiert das zur Centrotherm-
Gruppe gehtrende Unternehmen erstmals seine An-
schlussdose GP M-Connect. Bei dem 4-poligen Sys-
tem liegen die Anschlusskontakte in einem einlami-
nierten Flachbaustein und werden tber eine Feder-
klemmvorrichtung fixiert. Alle Dosenbauteile kénnen
sowohl automatisiert als auch manuell bestlickt wer-
den.

Der Vertrieb des Produktes erfolgt im Rahmen der
GP-Solar-Turnkey-Projekte oder als Lizenzvereinba-
rung an Modulhersteller.
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